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Cristalografia e difracdo de raios-X
Nivel: Mestrado e doutorado
Eletiva: Sim
Area(s) de Concentracéo: Ciéncia, Engenharia e Tecnologia de Materiais
Carga Horaria: 60h
Créditos: 4

Ementa:

Conceitos basicos de estrutura cristalina. Simetria, orientacdo e notacdo cristalografica. Sistemas
cristalinos, projecdes e classes de simetria (grupos pontuais). Derivagdes, translacbes e grupos
espaciais. Conceitos béasicos de raios-X: Difracdo de raios-X, néutrons e elétrons; Métodos
difratograficos de Laue, Debye-Scherrer e rotacional; Difracdo em mono e policristais; Anélises

qualitativa e quantitativa de fases por difracao de raios-X.
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